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Strojenie obwodéw sprzezonych, np. filtréow
pasmowych do wzmacniaczy wielkiej czegstotli-
wosci i czestotliwo§ci poSredniej, dokonuje sie
zazwyczaj przez zmienianie indukcyjnoSci lub
pojemnosci, az do osiggniecia maksymalnego na-
piecia w strojonym obwodzie, przy czym napig-
cie wejSciowe, ze specjalnego generatora wzor-
cowego, pozostaje przez caly czas niezmienione
(state). Przy postepowaniu tym trzeba jednak
tlumi¢ jeden ze . sprzezonych obwodoéw (o ile
tiltr sklada sie tylko z dwéch sprzezonych obwo-
déw rezonansowych), a to w celu utrzymania
sprzezenia wynikowego ponizej wartoSci kry-
tycznej, tzn., w celu zapobieZenia powstawaniu
wyraénej charakterystyki dwuwierzcholkowej,
ktéra moglaby wplywaé niekorzystnie na do-
kladno§é strojenia.

Szerokos¢ pasma mierzy si¢ zazwyczaj w po-
nizej podany spos6b. Czestotliwo$é generatora
wzorcowego zmienia sie okolo czestotliwogci re-
zonansowej tak dlugo, az napiecie filiru po obu
stronach czestotliwo$ci rezonansowej opadnie do
wartoSci zadanej, np. do 1/j0 lub 1/1s, 8dyZ
woéwczas odczytuje sie na skali generatora wzor-
cowego odpowiednie rozstrojenie, np, wyrazone
w cyklach na sekunde. Zamiast tego mozna tez
zmieniaé okresowo czestotliwo§¢é generatora
wzorcowego tak, ze napiecie wyjSciowe obwodu
powoduje powstanie w oscylografie obrazu
charakterystyki czestotliwo$ci. Je§li o§ czesto-
tliwoéci generatora wzorcowego jest wycecho-
wana, mozna wyznaczy¢é na podstawie uzyska-
nego obrazu_ szeroko§é pasma badanego filtru



pasmowego obwodu rezonansowego lub calego
wzmacniacea, )

Opisane zabiegi (strojenie i mierzenie szero-
koSci pasma) dokonuje sie czesto dla kazdej
sztuki przy produkcji masowej sprzetu radio-
technicznego. Jasne wiec jest, ze znane dotych-
czas sposoby s3 z réznych wzgledéw niedogodne.
- Urzadzenie pomiarowe jest skomplikowane
i do#¢ kosztowne, gdyz wymaga dokladnego ge-
neratora wzorcowego lub modulatora czestotli-
woécl, oscylografu itd., sama za$ manipulacja
jest ucigzliwa i trudna. Trzeba bowiem staran-
nie kontrolowaé amplitude sygnalu z generatora
wzorcowego, jego czestotliwoéé lub odchylenie
czestotliwoéci; trzeba réwniez regulowaé jasnosé,
ostroéié i potozenie promienia §wietlnego w oscy-
lografie itd. Tak skomplikowane urzadzenia ule-
gaja latwo uszkodzeniom, powodujacym straty
w produkcji.

W przeciwiefistwie do dotychczasowych spo-
sobow, ktére dla mierzenia szerokoici pasmha
obwodéw sprzezonych i dla strojenia ich opiera-
ja sie na stosunku, zachodzacym pomiedzy stro-
jeniem a krzywa selektywnofci w warunkach
spoczynkowych, wynalazek polega na zastoso-
waniu w tym celu chwilowych (przej$ciowych)
skladowych pradu, powstajacego w jednym ze
sprzezonych obwodéw przez spowodowahie
w nim naglej zmiany napiecia (fala urwana).:

W filtrze pasmowym, skladajacym sie z dwéch
sprzezonych obwodéw, nastrojonych na te samg
czestotliwosé, sprzezenie powoduje rozstrojenie
drgan swobodnych obwodu. Je§li warunki dla
powstawania swobodnych drgan sg spelnione,
woéwczas, stosownie do znanych wspé6izaleznosci,
powstaja dwa swobodne drgania w obwodzie
pierwotnym i wtérnym, przy czym réznica
czestotliwosei tych drgan jest tym wieksza, im
wyzsze jest wzajemne sprzezenie, co przejawia
sie jako dudnienia pomiedzy drganiami swobo-
dnymi; czestotliwo§¢ dudnien jest przy tym
réwna réznicy czestotliwo$ci drgan.

Na fig. 1 przedstawiono schematycznie jak
SciSlejsze sprzezenie wplywa na charakterystyke
czestotliwosci filtru pasmowego. Fig. 1 odnosi
si¢ do sprzezenia bardzo luZnego (ponizej war-
toSci krytycznej), fig. 1b przedstawia wplyw
sprzezenia nieco $ciflejszego (nieco powyzej
warto$ci krytycznej), fig. lc za$§ przedstawia
sprzezenie bardzo Scisle (znacznie powyiej war-
toéci krytycznej).

Fig. 2 przedstawia wplyw wzmozonego sprze-
zenia na filtr pasmowy ponad oslone drgan swo-
bodnych, wytworzonych w obwodzie wtérnym,
przy naglej zmianie woltazu w obwodzie pier-
wotnym. Fig. 2a, 2b i 2¢ odnoszg sie do sprzezen

o takiej samej wspélzaleinoéci jak na fig. 1la,
1b 1 lc.

Podobne warunki powstana tez jefliby sprze-
Zenie pozostalo stale, a obwody bylyby roz-
strojone,

. Z powyiszego wynika, ze dokladnie rozstro-
jony filtr pasmowy wytwarza najnizszg czesto-
tliwo$¢ dudnien, co umozliwia strojenie w szyb-
ki sposéb. Na]niisza uzyskana czestotllwoéé
dudniefi wskazuje bezpofrednio odleglo§é po-
miedzy drganiami swobodnymi, stanowi zatem
miare stopnia sprzezenia, a przez to réwniez
szeroko$ci pasma, gdy wsp6iczynnik dobroci
danego obwodu mozna dla wszystkich celow
praktycznych w produkcji masowej okreslonego
typu traktowaé jako wielkoéé stalg.

- Ponizej opisano spos6b mierzenia, nastawiania
i strojenia obwod6éw sprzezonych wedlug wyna-
lazku, przy czym urzadzenie do przeprowadza-

‘nia tego sposobu przedstawione jest w przykla-

dowej postaci wykonania na fig. 3.

Generator drgan prostokatnych lub generator
impulséw G zasila sprzezone obwody F w drga-
nia prostokatne lub krétkie impulsy o danej
czestotliwo$ci. Napiecie wyjéciowe uzwojenia
wtérnego albo obserwuje sie w oscylografie O,
albo wyprostowuje si¢ go za pomocg detekto-
ra D i nastepnie przyklada si¢ do przyrzadu po-
miarowego M, ktérego odchylenia zalezg wy-
lacznie tylko od wielkodci czestotliwosci
dudnien. Jeden z mlerzonych obwodéw jest np.
dokladnie nastrojony. Wszystkie inne obwody
dostraja sie¢ kolejno dokladnie do tej samej
czestotliwodici, zmieniajgc ich indukcyjnodé lub
pojemno$é tak, by wskaznik wyjsclowy za kaz-
dym razem wykazywal najmniejsze (lecz nie
zerowe) odchylenie. Z chwilg otrzymania tego
minimalnego odchylenia, wszystkie obwody sa
nastrojone na te sama czestotliwo$é, pozostale
za$ odchylenie przedstawia warto$é proporcjo-
nalrig do nastawionego stopnia sprzeienia, a za-
tem wynikowg szeroko$¢ pasma; wartasé ta
moze byé réwniez dostosowana do 2gdanej
wartoSci. ’

Urzadzenia tego mozna réwniez uzywaé do
wyznaczania oddzielnych obwodéw rezonanso-
wych. Zaznaczono powyzej, Ze rozstrojenie
obwodéw powoduje podobne zjawiska przej-
Sciowe, jak sprzezenie SciSlejsze, a zatem
w przypadku gdy obwody sa oddzielone przez
separator lub podobne urzadzenie, Mozna zatem
uzywaé tego samego sposobu w celu dostrojenia
do tej samej czestotliwo$ci, np. oddzielnych ob-
wodéw lub urzadzen wielostopniowych maja-
cych jaki§ typ sprzezenia. Po prawidlowym na-
strojeniu wszystkich obwodéw, wynikowe zja-



wiska przemijajace beda mialy te sama postaé,
jak w filtrach pasmowych o kraficowo luinym
_sprzeZeniu, co oznacza, e czestotlilwoéé dudniefi
zostala zmnleiszona niemal do zera.

Jesli chodzi o nastrojenie oddzielnego obwo-
du, to nalety sprzac go z obwodem .dokladnie
nastrojonym, cO mozna uskutecznlé w Jakikol-
wiek znany sposdb.

Juk widaé, nowy sposéb sirojenia filtréw pas-

mowych i mierzenia szerokoéci ich pasma przed-
stawia wiele: korzysci w poréwnaniu z uzywa-
nymi dotad sposobami.

Wynalazek umozliwia obnizenie kosztéw pro-
dukcji sprzetu radiotechnicznego, zawierajacego
filtry pasmowe, gdyz uproszczone urzadzenie
wedlug wynalazku moze byé stosowane odrecz-
nie i nie wymaga wiekszych kwalifikacji, czas
zaé niezbedny dla przyuczenia obstugi urzadze-
nia jest krétszy, anizeli przy innych sposobach.

Zas_trzetenig patentowe

1. Sposéb nastawiania i strojenia filtréw pas-
mowych oraz mierzenia szeroko$ci ich pasma
lub strojenia oddzielnych obwod6éw rezonan-
sowych, ktére s3 w tym celu luZno sprzezone

4.

z pomocniczym obwodem prawidlowo strojo--
ym, znamienny tym, e w jednym z obwo-
d6w powoduje sig wystepowanie okresowo
powtarzajacej si¢ naglej zmiany pradu lub
napiecia, w celu wytworzenja w sprzezonych
obwodach swobodnych drgah o réiznych cze-
stotliwoéciach. dudniesi, ktére mierzy sie.
Urzadzenie do strojenia filtréw pasmowych
i mierzenie szergko$ci ich pasma sposobem
wedlug zastrz, 1, znamienne tym, ze zawiera
oscylograf (O), za pomocg ktérego obserwuje
sie dudnienia. ‘
Urzgdzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze posiada miernik czestotliwoici (M), za po-
mocy ktérego mierzy sie dudnienia,
Urzadzenie wedlug zastrz. 2, 3, znamienne
tym, ze przyrzad wskainikowy (M lub O)
jest wycechowany wprost w jednostkach
warto$ci st‘pnia sprzezenia, strojenia lub
szeroko$ci pasma. )
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